
Chroma7503 非接触表面形状測定器は、光学ス
キャン技術を応用した白光干渉式3D光学プロファ
イラーで、精密な走査システムと革新的なアルゴ
リズムを応用して、マイクロナノ構造物の表面形
状測定と解析を行います。また必要に応じてカ
ラーとモノクロカメラを切り替えて2D測定が行え
ます。本システムは顕微鏡測定機能も備え、多目
的な計測が可能です。

Chroma 7503は新世代のモジュラーシステム設計
で、様々な測定アプリケーションに対応可能な高
度な柔軟性を持っています。電動タレットを搭載
し、同時に最大5種類のレンズがマウントできま
す。使用時に自動的切替えができますので、手動
でレンズを交換する手間が省けます。また5軸の電
動ステージを搭載して、サンプルに対して自動レ
ベリングや位置決めをすることができます。X-Y方
向のスキャン範囲は広く、様々なアプリケーショ
ンを自動測定が可能です。サンプルは前処理が不
要で、すぐに非破壊で高速な表面形状の測定と解
析が行え、研究開発や生産プロセスの改善、学術
研究の用途に最適です。

Chroma 7503の垂直分解能は0.1nmに達してお
り、走査線の測定に使用する場合のZ軸のスト
ロークを100mmを確保して、X-Y軸の分解能はサ
ブミクロンオーダーに達しています。更にコン
ピュータ制御の電動ステージの水平走査によっ
て、X-Y軸方向の測定範囲は150×150mmを確
保しています。またお客様のご要求に応じて、
ス テ ー ジ サ イ ズ を 変 更 す る こ と も 可 能 で す 。 
Chroma7503は独自の高速解析アルゴリズムに
よって、システムの解析結果はNIST標準に適合し
ています。また数種類の革新的で信頼性の高いア
ルゴリズムと組み合わせることで、高精度で広範
囲な測定が可能となっています。

Chroma7503シリーズは精密電動ステージのZ軸の
走査機能と高速オートフォーカスのアルゴリズム
を組合せることにより、ユーザーはベストフォー
カス位置を容易に見つけることができます。また
傾斜調整付きステージを使用して、複雑な操作な
しで数秒以内にシステムが自動的にサンプルをベ
ストフォーカス位置に調整して、測定が行えま
す。

現在産業用の白色光干渉解析装置は、一般的に表
面の高さを計算する重心アルゴリズムを使用して
いますが、光回折の効果は、ある位置で高さの計
算に誤差が生じるため、境界輪郭の測定結果デー
タにも誤差が影響してしまいます。 

Chroma 7503シリーズは、測定ソフトウェアに
最新の「3D Profiler Master」を採用しており、
Chroma干渉信号処理アルゴリズムと組合せるこ
とによって、白色光干渉のスペクトルを分析し
て、境界エラーの問題を回避することができま
す。 

この他にChromaの暗点処理機能を搭載してお
り、フィルター及び干渉によるデータの誤差を修
正することができます。検出した暗点を除去する
ことにより、測定上の誤差を軽減させることがで
きます。暗点処理のプロセスがリアルタイムに機
能することにより、暗点フィルタ機能を効果的に
実行することができます。また暗点処理に際して
データベースを参照することによって、更に測定
の信頼性を高めています。

STA (Surface Texture Analysis) Master、表面輪郭
データに対して解析と修正を行い、アイコン一つ
で完全な表面形態を表示できます。150種以上の
線または面の輪郭パラメーター計算を行い、粗
度、起伏、平坦度、ピークとボトムなどを表示し
ます。またハイパス/ローパスフィルタやFFT、カ
スプを除去する空間フィルタリング等の各種ツー
ルを装備し、また多項式フィッティング、領域拡
張、全表面及びマルチゾーンの平準化法等のデー
タ処理機能を解析上に活用することができます。

多様化するハイテク産業の中で、あらゆる半導
体、フラットパネルディスプレイ、光ファイバー
通信、MEMS、生物医学や電子パッケージ等は、
ミクロ構造の表面輪郭形状の精度によって製品の
性能と機能を決定されます。これら製品の製造工
程では、ほとんどの場合、ミクロ構造の表面輪郭
品質に対し検査を行っています。これらに対して
Chroma 7503は多種多様の表面形状パラメーター
測定機能を提供して、段差高度、角度、面積、体
積、粗度、起伏、薄膜厚さや平坦度の測定機能
で、製造メーカーや研究開発へのニーズにお応え
しています。

Chroma 7503は2Dと3D測定を兼備しており、高速
倍率切替えや広範囲のマッピング機能で、様々な
の測定ニーズに対応することができます。拡張性
に優れたモジュラーシステム設計によって、各種
機能をユーザーのご要求に応じて搭載することが
できます。お客様毎のシステム構成とすることに
よって解析効率向上とコスト削減においてベスト
チョイスな製品です。

MODEL 7503
特長 :

■ 	高分解能測定 最高0.1 nm
■ 	白色光干渉測定技術を採用。高速な表面形	
	 状の非破壊測定と分析が可能。 
■ 	モジュール設計により、測定対象や予算に	
	 応じたオプションパーツが選択可能。 
■ 	カラー及びモノクロカメラの組合せが可能	
	 な２次元顕微鏡機能を装備。 
■ 	電動タレット搭載。同時に多種レンズをマ	
	 ウントして自動切替えが可能。 
■ 	光源はLEDまたはハロゲンランプを選択可能。
■ 	ステージ移動範囲：150mm×150mm 
■ 	低倍率レンズ(倍率5Xと2.5X)を統合。広範	
	 囲三次元測定が可能。 
■ 	多種多様な表面パラメータ測定機能（段差	
	 高度、角度、面積、体積、粗度、起伏、薄	
	 膜厚さ及び平坦度）
■ 	暗点及び境界エラーを修正するアルゴリズ	
	 ムを採用。 
■ 	使いやすいインターフェイスで、グラフィ	
	 ック制御システム及び3D グラフィック表示 
■ 	様々な3Dファイル形式の保存と読取り可能。 
■ 	強力な表面粗さ分析ソフト(STA Master)。
	 150 種類以上の表面解析パラメータを内蔵。 
■ 	クイック自動補正でシステム測定能力を確保。 
■ 	中国語/英語の表示切替えが可能。 
■ 	測定スクリプトにより、試験の自動化が可能。

三次元光学プロファイラー   MODEL 7503

3D光学プロファイラー
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Notes *1: 1.0X倍率レンズ鏡筒のみをサポート。*2: 2.5倍対物レンズは、他の対物レンズと特殊な作動距離を持っている。*3: VSI：垂直走査干渉法：PSI：位相干渉法。
*4: 8.0μm測定、標準ステップ高さ。*5: 46μm測定、標準ステップ高さ。*6: 実際の重量はオプション項目により異なります。
*仕様は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
*各製品名称は、各社または組織の登録商標です。

モデル名 7503
測定タイプ 非接触光学式三次元測定、二次元測定

CCD画素 640×480画素（モノクロ）, 640×480 画素（カラー）
Optional 1000 × 1000 画素（モノクロ）, 1000 × 1000 画素（カラー） *1

一般レンズ 2.5X *2, 5X, 10X, 20X, 50X, 100X
干渉物レンズ 5X, 10X, 20X, 50X, 100X
ディスクリートズームレンズ 0.45X, 0.5X, 1.0X
対物レンズマウントロ 5ポジション電動タレット；Optional 無 ・ 5ポジションマニュアルタレット
光源 白色LED；Optional ハロゲン
測定モード *3 PSI, VSI

XY移動プラッ
トフォーム

 行程 150 mm
 分解能 2 µm （オートバージョン）
 負荷 ≦1.1 Kg （搭載ディスク重量を含まず）
 コントロールモード オート

測定範囲 150 x 150 mm

Z軸  行程 150 mm (電動プラットフォーム)
 分解能 < 0.5 µm (電動プラットフォーム)

水平調整プラットフォーム マニュアル両軸 ，± 6°
PZT 走査 行程 100 µm

垂直方向

正確度
(Step Height)

VSI ≦1.5% *4

PSI ≦5.0% *5

重複度
(Step Height)

VSI ≦0.14% *4 
PSI ≦1.7% *5 

走査速度 PZT 12 µm / sec
システム Microsoft Windows® XP, Window® 7
操作環境 ノイズ : ≦ 60db；環境振動 : VC-C 或いは以上
入力電圧範囲 AC 100~240V, 50/60 Hz, 50VA
温度/湿度範囲 15~35℃ (47℉ to 67℉)；相対湿度75%未満（結露なきこと）
体積 (H x W x D) 950 x 770 x 600 mm 
重量 約 110 Kg *6

7503-J-201108-PDF

7503 :  三次元光学プロファイラ
CCD画素 : 640×480画素 (モノクロ), 640×480画素 (カラー), 
1000×1000画素 (モノクロ), 1000×1000画素 (カラー)
一般レンズ : 2.5X*2, 5X, 10X, 20X, 50X, 100X
干渉物レンズ : 5X, 10X, 20X, 50X, 100X

ご注文情報

MEMS-HDD Read HeadSemiconductor-Thin Film Transistor

77.5 µm

ディスクリートズームレンズ : 0.45X, 0.5X, 1.0X
対物レンズマウント : 無, 5ポジション電動タレット, 5ポジションマニュアルタレット
光源 : 白色LED, ハロゲン
防振テーブル
ソフトウェア : STA Master
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アプリケーション例


